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摘要(译)

提供了一种用于检测至少一个样品中的多种分析物的装置。该装置包含
具有测试表面的固体基质。在测试表面上定义至少一个反应区域，该反
应区域包含至少一个离散测试位点阵列。这些测试位点中的每一个都具
有固定在其上的测试分子，并且不同的测试位点可以具有固定在其上的
不同测试分子。提供分隔器以附接到固体基板上。分隔器包括设置在附
接表面上的多个孔。附接表面与固体装置的测试表面互补并且适于可逆
地附接到其上，使得当附接两个部件时，每个孔与测试表面的一部分邻
接以产生多个防漏。室。腔室内的测试表面包含在腔室内暴露的多个测
试位置。每个腔室优选地设置有可从外部接近的开口，使得引入腔室的
流体可以与暴露的测试部位接触以进行测试。在本发明的另一方面，提
供了一种用于分析相同样品中的多种分析物的方法。
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